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NORMA

-

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

BRANZOWA

Elementy poétprzewodnikowe

Tranzystory matej mocy,
mate] czestotliwosci

BN-80
3375-30.00

Zamiast
BN-75/3375-30.00

Grupa katalogowa 1923

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 wyma-

gaﬁia 1 badania dotyczace wszystkich typoéw tranzysto- -

row malej mocy, matej czgstotliwosSci, przeznaczonych
do pracy w elektronicznych urzadzeniach powszechne-
go uzytku, profesjonalnych i urzadzeniach wymagaja-
cych zastosowania elementow o wysokiej 1 bardzo wy-
sokiej jakosci. ° |

1.2. Okreslenia — wg PN-78/T-01500.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Podziat — wg BN-70/3375-10.

2.2. Sposéb budowy oznaczenia — wg PN-78/T-01515
p. 2.2. Przyklad oznaczenia — wg arkusza szczegoto-
wego.

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary — wg arkusza szczegdélowego.
3.2. Wykonanie — wg PN-78/T-01515 p. 3.2 i wg
arkusza szczegblowego. '

Wymagania i badania

3.3. Cechowanie — wg PN-78/T-01515 p. 3.3 oraz
wg arkusza szczegdlowego.

3.4. Parametry elektryczne — wg PN-78/T-01515
p. 3.4 oraz wg arkusza szczegblowego.

3.5. Wymagania klimatyczne — wg PN-78/T-01515

p. 3.3,

3.6. Wymagania mechaniczne — wg PN-78/T-01515
p. 3.6.

3.7. Wymagania niezawodnosciowe — wg PN-78/
T-01515 p. 3.7.

3.8. Wymagania dodatkowe — wg PN-78/T-01515
p. 3.8.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT
4.1. Pakowanie — wg PN-78/T-01515 p. 4.1.
4.2, Przechowywanie — wg PN-78/T-01515 p. 4.2.
4.3. Transport — wg PN-78/T-01515 p. 4.3.

5. BADANIA

5.1. Program i rodzaje badan .
5.1.1. Badania grupy A — wg PN-78/T-01515 p. 5.1.1
oraz wg tabl. 1. :

Zgtoszona przez Naukowo Produkcyjne Centrum Potprzewodnikdow
Ustanowiona przez Naczeinego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Podzespotow i Materiatow Elektronicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 28 pazdziernika 1980 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 28/1980 poz. 413)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981,

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 1.00 Nakt. 2600 + 55 Zam. 3349/80

Cena zt. 5,40
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5.1.2. Badania grupy B — wg PN-78/T-01515 p. 5.1.2
oraz wg tabl. 2.

5.1.3. Badania grupy C — wg PN-78/T-01515 p. 5.1.3
oraz wg tabli 3.

5.1.4. Badania grupy D — wg PN-78/T-01515p.5.1.4

5.2. Pobieranie probek — wg PN-78/T-01515 p. 5.2.

5.3. Opis badan — wg PN-78/T-01515 p. 5.3 oraz
wg arkusza szczegdlowego.

5.4. Ocena wynikéw badan — wg PN-78/T-01515

oraz wg tabl. 4 na str. 5 1 6. p. 5.4.
Tablica 1
St Plany 1 warunki badan
et badania Poziom jakosci | Poziom jakosci 11 Poziom jako$ci 1l Poziom jakoséci 1V Dane wg
badaniiil WE oziom : oziom (;ziom oziom ArKuszd
- pN-78/ |P . warunki p G warunki g warunki- | P . warunki szezegoblo-
T-01515 KoRIBON badania KOTHERLL badania ROELAL badania RO badania Wego
i AQL AQL 1 AQL i AQL ’ i
[ 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Podgrupa Al Ik 2.5 II; 2.5 I 1.5 1. 1.0
Sprawdzenie wy- | 5.3.2 sprawdza-
miarow  (glow- ne para-
nych) metry
Sprawdzenie wy- | 5.3.3 ) ol
: tryczne
konania obudo-
wy
Sprawdzenie 536
prawidlowosci
cechowanie -
‘Podgrupa A2 I 1.5 I, 1.0 11; 0,65 [ 04
Sprawdzenie 5.37 wg PN-74/ wg PN-74/ wg PN-74/ wg PN-74/ | wartosci
podstawowych T-01504.00 T-01504.00 T-01504.00 T-01504.00 | graniczne
parametrow ele-’ spraw-
ktrycznych dzanych
Iepo lub Togs, pa'rame—
trow ele-
U(B.R] CBOs -
trycznych
U(BRI CES\ . .
i warunki
Uary ceo lub .
; ich po-
U(BR) CER, -
miaru
Uisry eno.
haie tub Ay F') . »
Podgrupa A3 I; 2.5 II; 1.5 I: 1.3 I; 1.0
Sprawdzenie 5.3.7 wg PN-74/ wg PN-74/ wg PN-74/ wg PN-74/ | wartosci
drugorzgdnych T-01504.00 T-01504.00 T-01504.00 T-01504.00 | graniczne
parametrow ele- spraw-
ktrycznych dzanych
. ‘ parame-
Ir Czcm' trow ele-
Crson’) ktrycz-
Use, Uck sus Y 1
nych 1
UBE sat i
: warunki
ich po-
_ miaru
Podgrupa A4 — — E 25 [ 1.5 tempera-
Sprawdzenie pa- 5.3.7 wg PN-74/ wg PN-74/ ] tura oto-
rametrow ele- T-01504.00 T-01504.00 | czenia,
ktrycznych w wartosci
temperaturach graniczne
innych niz nor- spraw-
malna tempera- dzanych
tura otoczenia parame-
trow cle-
lego lub Tegy k >
trycz-
nych 1
warunki
ich po-
miaru
Znak — oznacza. zc badania nic przeprowadza sig. : \
Nie wypetniona rubryka w kolumnie — warunki badania — oznacza normalne warunki atmosferyczne.
') Dla tranzystorow o niskim kontrolowanym poziomie szumow. '
2y Tylko dla tranzystorow przeznaczonych do wzmacniaczy stopni wejsciowych.
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Tablica 2
Plany 1 warunki badan
Metoda Poziom jakosci 111 ﬁ Poziom jakosci 1V
Rodza) badania badania . H e Dane wg arkusza szczegétowego
' , poziom o poziom .
wg PN-78. i warunki ; warunki
T01515 kontroli badania kontroh badania
- ; . adani: p adanic
i AQL 1 AQL
! 2 3 4 5 6 7
Podgrupa B1 S-4; 1.5 S4: 1.0
Sprawdzenie  wytrzy- 5.3.21 rodzaj 1 szczegotowe warunki bada-
matosci  mechaniczng] nia wartosci obgigzen
wyprowadzen
Sprawdzenic  szezel- 5537 rodzaj badania, dopuszczalny po-
nosci ziom nieszczelnosci lub zakresy war-
tosci + warunki pomiaru sprawdza-
nych po badantu parametrow ele-
ktrycznych
Podgrupa B2 S-4: 1.5 S-4; 1.0 ,
Sprawdzenie lutownos- 5.3.5a) temperatu- temperatu- —
¢l wyprowadzen ra lutowia ra lutowia
235°C 235°C #
Podgrupa B3 _ S-4. 1.5 S-4; 1.0
Sprawdzenic  wytrzy- 5.3.17 1000 mm 1000 mm polozenie clementu w czasie spada-
matosci na spadki swo- X5 X5 nia; zakresy wartosci @ warunki po-
bodne miaru sprawdzanych po badaniu pa-
' rametréw elektrycznych
Podgrupa B4 — S-4: 1.0
Sprawdzenie  wytrzy- 5.3.16 1470 m/s’ sposob mocowania korpusu lub wy-
matodci na udary wie- 1000X3 prowadzen elementu; zakresy wartos-
lokrotne ci 1 warunki pomiaru sprawdzanych
po badaniu pdrametrow elektrycz-
& nych
Podgrupa BS S-4: 1.5 ~ S-4: 1,0
Sprawdzenic  wylrzy- * B2 -55/125°C -55/125°C zakresy warto$ci i warunki pomiaru
malosci na nagle zmia- lub lub sprawdzanych po badaniu parame-
ny temperatury =35/155°C -55/155°C trow clektrycznych
Podgrupa B6 S-4: 1.0 S-4; 0.65
Sprawdzenie odpornos- o 25°C 25°0C metoda badania, warunki obcigzenia,
¢i na narazenia cle- 100 h 100 h zakresy wartosct 1 warunki pomiaru
ktryczne sprawdzanych w czasie 1 po badaniu
! parametrow elektrycznych
Znak — ornacza. X badama nic przeprowadza sig.
Nie wypelniona rubryka w kolumnic — warunki badania — oznacza normalne warunki atmosferyczne,
Tablica 3
|
Wbl Plany i warunki badan
_ badania Poziom jakoS$ci | Poziom jakosci 11 Poziom jakosci IIl Poziom jako$ci IV
Rodzaj i Dane wg arkusza
badama oziom 3. 0ziom i i g
pN-78/ | P : warunki F ) warunki . warunki pepom TR szczegbtowego
T-01515 kontroh badania kontroli badani kontroli " ——— e
= . . agania ¢ i
i AQL i AQL : i AQL o i AQL A .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Podgrupa Cl1 S-3. 25 S-3; 25 — —
Sprawdzenie 5.3.21 e S rodzaj i szczegdto-
wytrzymatosci we warunki bada- -
mechanicznej mia, wartodci ob-
wyprowadzen cigzen
Sprawdzenic 5.3.27 —_ - rodzaj badania, do-
szczelnosci puszczalny poziom
' nieszczelnodci  lub
zakresy wartosci |
warunki pomiaru
sprawdzanych po
\ badaniu parame-
1 trow elektrycznych
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cd. tabl. 3
—— Plany i warunki badan
. badania Poziom jakosci | Poziom jakosci 1I Poziom jakosci III Poziom jakosci IV .
Rodzaj E W : ; Dane wg arkusza
badania PN-78/ poziom_ i pozior’n. warunki poziom. — poziom. - szczegbtowego
01515 kontroli A kontroli badania kontroli badania kontroli badania
/ e i AQL i AQL i AQL i AQL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Podgrupa C2 S-3; 40 §-3; 25 S-3; 2,5 §-3 1S5
Sprawdzenie 539 ‘ zakresy wartosci i
parametrow warunki pomiaru
elektrycznych sprawdzanych w
! czasie badania i po
Sprawdzenie 3.3.11 1 25°C 125°C . 125°C 125°C badaniu  parame-
odpornosci na ' . trow elektrycznych
suche goraco
Sprawdzenie 5.3.9 -40°C -40°C -40°C -40°C
odporno$ct na
Zimno
Podgrupa C3 §-3; 2.5 §3 15 ' e =
Sprawdzenie 5.3.4 — — masa wyrobu
| masy
Sprawdzenie 5.3.6.2 . — N
trwatosci ce-
chowania
Sprawdzenie 5.3.5a) | temperatura temperatura — —
lutownosci wy- lutowia lutowia
prowadzen 235°C 235°C .
Podgrupa C4 $3 25 S-® 15 S-3: 1,5 S-3; 1,0
Sprawdzenie 5.3.20 98 000") 98 000Y) 196 000') 196 000") kierunki  probier-
wytrzymatosci m/s%; m/s?; m/s?; *r  m/s% cze, sposdb moco-
na przyspiesze- I mn - I min I min 1 min wania korpusu lub
‘nie stale wyprowadzen, za-
kresy wartosci i
hSprawdzenie 5.3.15 14 700 14 700 ' 14 700 14 700 warunki pomiaru
* wytrzymalosci lub m/s?; m/s?; m/s?*; m/s?; sprawdzanych po
na udary (po- 5.3.16 ix6 3x6 ; 3%6 3x6 badaniu paramet-
jedyncze lub réow elektrycznych
wielokrotne) 1470 m/s?; 1470 m/s?%; 1470 m/s%; 1470 m/s?;
: 3X 1000 3X1000 3X 1000 3x1000
Sprawdzenie 5.3.19 98 m/s?; 98 m/s% — —
wytrzymatosci lub 80 Hz; 3 h 80 Hz; 3 h ‘
na wibracje 5.3.18
(state lub 98 m/s?; 98 m/s?; 98 m/s?; , 98 m/s?%;
zmienne) 10 =+ 2000 10 + 2000 10 + 5000 10 + 5000
Hz; 1.5 h Hz; 15 h Hz; 3 h Hz, 3 h
Podgrupa CS S-3; 4.0 S-3; 2,5 S-3; 1,5 S-3; 1,0
Sprawdzenie 5.3.5b) temperatura temperatura temperatura temperatura zakresy wartosci i
wytrzymatosci kapieli kapieli kapieli kapieli warunki pomiaru
na ciepto luto- 350°C lub 350°C lub 350°C lub 350°C lub sprawdzanych pa-
wania 260°C; 260°C; 260°C; 260°C; rametrow elektrycz-
cras regene- czas regene- czas regene- czas regene- | nych
racji 2+6 h racji 2+6 h -~ fracji 256 h racji 2+6 h
Sprawdzenie 5.3.12 -40°C/125°C -40°C/125°C -55°C/125°C -55°C/125°C
wytrzymatosci lub lub
na nagle zmia- -55°C/155°C : -55°C/155°C
ny temperatury
Sprawdzenie $.3.13 4 d 10 d 21 d 56 d
wytrzymatosci
na wilgotne go-
raco stale
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cd. tabl. 3
Metods Plany i warunki badan %
' Rodzaj badania Poziom jakosci I Poziom jako$ci II Poziom jakos$ci III Poziom jakoéci IV Dine wa pikusich
badania PNW-§8 / poziom. e poziom_ warunki poziomﬁ — ‘ poziom_ warunki szczegOlowego
701515 1900 1 podunin | PO 1 badmin | KON T padanin | P00 1 bedania
1 AQL i AQL i AQL i AQL
1 B 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Podgrupa Cé S-3 25 §-3, 25 S-3; 1.5 S-3. 1,0
Sprawdzenie 53.22 25°C): 25°C?), 25°C%); 25°C?): metoda  badania,
wytrzymatosci 1000 h 1000 h 1000 h 2000 h warunki  obcigze-
na narazenia nia, zakresy war-
clektryczne * i tosci | warunki po-
miaru  sprawdza-
nych parametrow
elektrycznych
Podgrupa C7 — — — S-3; 1,0
Sﬁrawdzenie 338 - — — -40°C lub zakresy wartosci i
wytrzymatosci -35°C; warunki pomiaru
na zimno 1000 h sprawdzanych po
badaniu paramet-
row elektrycznych
Podgrupa C8 - $-3; 2.5 S-3; 1,0 S-3; 1,0
Sprawdzenie 5.3.10 — 120 125°C lub 125°C lub zakresy wartosci i
wytrzymatosci - 1000 h 155°C 155°C; warunki pomiaru
na suche gory- 1000 h 2000 h sprawdzanych po
co " badaniu paramet-
row elektrycznych
Podgrupa C9 — S-3, 1.5 — —
Sprawdzenie 5.3:07 — 1000 mm XS — — potozenie elementu
wytrzymalosci w czasie spadania,
na spadke swo- zakresy warto$ci i
- bodne : warunki pomiaru
/ sprawdzanych po
badaniu paramet-
row elektrycznych
Podgrupa C10 | ] 5-3: 4.0 S-3; 2.5 S-3; LS S-3. 1.0
Sprawdzenie 533 sprawdzane para-
wymiardw metry geometrycz-
ne
Znak — oznacza, ze badania nie przeprowadza sig.
‘Nie wypetniona rubryka w kolumnie — wan}nki badania — oznacza normalne warunki atmosTeryczne.
'y Jezeli innych wartosci przyspieszen nie podaje arkusz szczegdlowy.
7y Jezeli innych temperatur nie podaje arkusz szczegolowy.
Tablica 4
Plany i warunki badan
Metoda Poziom Poziom Poziom Poziom ’
bada- jakosci 1 jakosci 11 jakosci 1T jakosci IV
Rodu Bada ; : . : i Dane wg arkusza
J nia nia wg < ; : .
poziom poziom poziom poziom szczegbtowego
sty kontro- i kontro- gl kontro- | V™™ | kontro- | WATMY”
T-01515 B ki ba- .. ki ba- -5 ki ba- E ki ba-
s ) dania o dania ok dania o dania
AQL AQL AQL ’ AQL
I 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Podgrupa DI — — S-3; LS S-3; 1S
Sprawdzenie od- | 5.3.14 — . |10 hPa 10 hPa | temperatura narazania,
pornosdci na nis- zakresy wartosci 1 wa-
kie ci$nienie runki pomiaru spraw-
atmosferyczne dzanych w czasie i po
badaniu parametréw
J‘ elektrycznych
Podgrupa D2 S-3; 40 S-3;: 40 S-3; 25 S-3; 2.5
Sprawdzenie wy- | 5.3.25 rodzaj rozpuszczalnika
trzymalo$ci na
rozpuszczalniki 4
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cd. tabl. 4
’ Plany i warunki badan
Metoda Poziom Poziom Poziom Poziom
bada- jakosci 1 jakosci. 11 jakosci III jakosci IV
E . . . ‘ Dane wg arkusza
Rodzaj badania | nia wg A ; - . 4
pN.78, | Pedom | o n. | PoZom { o un. | POZOm | . | poZom | szczegbtowego
Toms | P00 | i b | PO T g g | OO | g e | R G
b 4 dania H 1 dania i 1 dania 4 1 dania
AQL AQL AQL AQL
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11
Podgrupa D3') S-3; 4.0 S-3; 40 | S-3: 25 S-3; 2.5
Sprawdzenie pal{ 5.3.26 rodza) badania
nosci
Podgrupa D4?) A — — S-3; 2.5 S-3; 1.5
Sprawdzenie wy-{ 5.3.23 — — stopienn dopuszczalne-
trzymatosci na g0 wzrostu grzybow
plesn - plesniowych, wymaga-
nia dotyczace uszko-
dzen powierzchnio-
wych
Podgrupa D5?) — — S-3; 2.5 S-3; 1S
Sprawdzenie wy-| 5.3.24 — —_ 2d 2d potozenie elementu w
trzymalosci na czasie badania
mgle solng
Znak — oznacza, ze badania nie przeprowadza sig.
Nie wypelniona rubryka w kolumnie — warunki badania — oznacza normalne warunki atmosferyczne. -
) Badania stosuje si¢ dla wyrobow w obudowach plastykowych.
) Badania stosuje sig przy zamOwieniu wyrobéw w wykonaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego.

5.5. Dostawa elementéw po badaniach — wg PN-78/
T-01515 p. S.5.
6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU :
NEGATYWNEGO WYNIKU BADAN

6.1. Badania grupy A — wg PN-79/T-01515 p. 6.1.

6.2. Badania grupy B — wg PN-78/T-01515 p. 6.2.
6.3. Badania grupy C — wg PN-78/T-01515 p. 6.3.

6.4. Badania grupy D — wg PN-78/T-01515 p. 6.4.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja oprasowsjaca norm¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen-
trum Poiprzewodnikow.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/3375-30.00

a) doprowadzono postanowienia normy do zgodnosci z PN-78/
T-0I515,
. b) wprowadzono nowa rozszerzona klasyfikacje jako$ciowa dzie-
lacg elementy na cztery poziomy jakosciowe.

3. Normy zwigzane
PN-78/T-01515 Elementy potprzewodnikowe. Ogélne wymagania

i badania

PN-78/T-01500 Elementy potprzewodnikowe. Nazwy i okre$lenia

PN-74/T-01504.00 Elementy poiprzewodnikowe. Metody pomiaru
parametrow tranzystorow i diod. Postanowienia ogdlne

BN-70/3375-10 Elementy polprzewodnikowe. Tranzystory. Podziat
4. Symbol wg SWW — 1156-211.
5. Dotychczas ustanowione arkusze

Arkusz 01 Tranzystory typu BC 107, BC 108, BC 109

Arkusz 02 Tranzystory typu BC 177, BC 178, BC 179

Arkusz 03 Tranzystory typu BC 211 i BC 211A

Arkusz 04 Tranzystory typu BC 313 i BC 313A



